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Caratterizzazione di un modo di cavità risonante tramite analizzatore di spettro

Figura 25: Dispositivo da misurare.

Si consideri il modo della cavità alla frequenza attesa di 323MHz.

1. Utilizzando il Signal generator della R&S e l’analizzatore di spettro si misuri |S21| in dB,
ricordandosi di considerare sia la potenza in ingresso che quella in uscita dalla cavità.

2. Si valuti la frequenza di risonanza ed il fattore di merito caricato QL del modo. Inoltre
considerando che le antenne sono tali che l’accoppiamento è simmetrico, ricavare
anche β e Q0.

3. Confrontare, in un grafico, le misure di |S21| con il modello teorico in funzione della
deviazione dalla frequenza di risonanza normalizzata δ.

4. Riportare in un grafico ∠S21 in funzione della deviazione dalla frequenza di risonanza
normalizzata δ come atteso dal modello teorico.

Sulla relazione, riportare i parametri di configurazione dello strumento e del generatore che
ritenete significativi.
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Caratterizzazione di un amplificatore con analizzatore di rete

Figura 26: Amplificatore ZJL-6G+.

1. Riportare una curva di guadagno in funzione della potenza di ingresso alla frequenza di
1GHz ed identificare un punto di lavoro che non sia in compressione di guadagno (scegliere
l’alimentazione al valore nominale di 12V).

2. Con la Pin identificata nel p.to 1 e su tutta la banda dell’amplificatore, riprodurre i grafici
presenti nella pag. 4 del data-sheet e misurabili con la nostra strumentazione ovvero Gain,
Directivity, V SWR e Pout at 1 dB Compression.

3. Sempre su tutta la banda dell’amplificatore, misurare con incertezza il ritardo introdotto
dall’amplificatore e confrontarlo con la misura diretta sul VNA per mezzo dell’Elettrical
Delay.

Sono allegati anche il data-sheet del componente ed un glossario dei termini utilizzati per defi-
nire le specifiche di un amplificatore.

Nel caso si faccia una calibrazione, specificarne il tipo e lintervallo di frequenza. Sulla re-
lazione riportate i grafici che ritenete significativi e quando utilizzate fit lineari, riportare le
misure ed i fit lineari sovrapposti.
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Caratterizzazione di un dispositivo a 2 porta in trasmissione
Sul connettore è montata una induttanza fra il conduttore centrale (inner) e massa; il connettore
è poi inserito su un power splitter. Sia L il valore della induttanza.

Figura 27: Possibili dispositivi da misurare.

1. Disegnare il modello circuitale del dispositivo sotto misura, considerando ideali tutti i
componenti (induttanza L, divisore di potenza). Si può dimostrare che S21 di questo
dispositivo è

S21(ω) = α

(

1 + j3ωτ

1 + jωτ

)

con τ = L/Z0 e α < 1. (11)

Calcolare il solo valore di α a partire dal circuito equivalente. Ricavare sia ∠S21 che
Im (S21) e le corrispondenti approssimazioni in bassa frequenza.

2. Misurare il coefficiente di trasmissione S21 dalle porte libere del dispositivo in figura dalla
minima frequenza possibile fino a frequenze poco maggiori della prima risonanza.

3. Dare una stima di L con un fit lineare in bassa frequenza di ∠S21 e riportare il valore con
incertezza. Scegliere opportunamente l’intervallo di frequenza.

4. Riportare in un grafico |S21| in dB e le stime del modello ottenuto considerando il circuito
equivalente e la misura di L ricavata; aggiungere anche la stima di |S21| per ω → 0, cioè
la costante calcolata nel p.to 1 (il grafico di |S21| in dB deve avere 3 grafici sovrapposti).

5. Riportare in un grafico Im (S11) e la stime del modello ottenuto considerando il circui-
to equivalente e le la misura di L ricavata (il grafico di Im (S11) deve avere 2 grafici
sovrapposti).

6. Riportare sulla carta di Smith le misure di S11 da una delle porte e la stima del modello
ottenuto considerando il circuito equivalente con il valore di L ricavato (la carta di Smith
deve avere 2 grafici sovrapposti).

Nota generale: Nel caso si faccia una calibrazione, specificarne il tipo e l’intervallo di
frequenza. Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi e quando utilizzate fit
lineari, riportare le misure ed i fit lineari sovrapposti.
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Caratterizzazione di un accopiatore direzionale con analizzatore di rete

Figura 33: Directional Coupler

1. Riprodurre i grafici presenti nel data-sheet e riportati nella figura sottostante.

2. Sempre su tutta la banda dell’accoppiatore, misurare con incertezza i ritardi introdotti
dal dispositivo tra ingresso e le due uscite e confrontarli con la misura diretta sul VNA
per mezzo dell’Elettrical Delay.

Sono allegati anche il data-sheet del componente. Nel caso si faccia una calibrazione, specificar-
ne il tipo e lintervallo di frequenza. Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi e
quando utilizzate fit lineari, riportare le misure ed i fit lineari sovrapposti.

Figura 34: Specifiche del dispositivo
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Caratterizzazione di un accopiatore direzionale con analizzatore di rete

Figura 35: Directional Coupler

1. Riprodurre i grafici presenti nel data-sheet e riportati nella figura sottostante.

2. Sempre su tutta la banda dell’accoppiatore, misurare con incertezza i ritardi introdotti
dal dispositivo tra ingresso e le due uscite e confrontarli con la misura diretta sul VNA
per mezzo dell’Elettrical Delay.

Sono allegati anche il data-sheet del componente. Nel caso si faccia una calibrazione, specificar-
ne il tipo e lintervallo di frequenza. Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi e
quando utilizzate fit lineari, riportare le misure ed i fit lineari sovrapposti.

Figura 36: Specifiche del dispositivo
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Caratterizzazione di un accopiatore direzionale con analizzatore di rete

Figura 37: Directional Coupler

1. Riprodurre i grafici presenti nel data-sheet e riportati nella figura sottostante.

2. Sempre su tutta la banda dell’accoppiatore, misurare con incertezza i ritardi introdotti
dal dispositivo tra ingresso e le due uscite e confrontarli con la misura diretta sul VNA
per mezzo dell’Elettrical Delay.

Sono allegati anche il data-sheet del componente. Nel caso si faccia una calibrazione, specificar-
ne il tipo e lintervallo di frequenza. Sulla relazione riportate i grafici che ritenete significativi e
quando utilizzate fit lineari, riportare le misure ed i fit lineari sovrapposti.

Figura 38: Specifiche del dispositivo



27 Gennaio 2017 Prova di Esame/1

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I – A.A. 2016-2017

Prova individuale

Caratterizzazione di una capacità in TDR (VNA, porta 2)
Considerate il dispositivo sotto misura come descrivibile con una capacità C.

Figura 39: Dispositivo da misurare.

1. Caratterizzare il componente misurando il valore della capacità C con incertezza. Per
questa misura, scegliere la frequenza massima di poco superiore alla prima frequenza di
risonanza.

2. Utilizzare misure di Time Domain Reflectometry (fmax = 6GHz) e riportare l’andamento
tipico di S22(t) del componente.
Suggerimento: scegliete il tempo in cui vedete il segnale in base alla costante di tempo
che vi aspettate.

3. Evidenziare il tratto esponenziale della curva di S22(t), linearizzarlo (prendendo il logarit-
mo ed eventualmente sottraendo opportunamente una costante) e dalla pendenza ricavare
una misura della capacità del componente con incertezza. Riportare i dati e la retta
ottenuta dalla linearizzazione.

4. Ricapitolare in una tabella i valori per C con incertezza misurati nel p.to 1 e nel p.to 3.
Produrre un grafico finale in carta di Smith, sovrapponendo le misure fatte nel p.to 1 con
la previsione circuitale ottenuta con i valori misurati nel p.to 1 e nel p.to 3 (il grafico deve
avere 3 plot).

Sulla relazione, riportate i grafici che ritenete significativi specificando se fatta la calibra-
zione ed in che intervallo di frequenza.


